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Developpement d’un banc de test de transceivers

optiques pour les essais radiations
Introduction

Les transceivers optiques (TRx) sont des composants clés pour l'avenir des communications spatiales intra-satellites car ils repondent au
besoin d'augmenter le taux de transfert de données. Ces composants, de part leurs proprietes de hauts transferts de données, ont des
architectures complexes pour répondre aux contraintes thermomeécaniques. Ces architectures doivent étre adaptées aux tests ions lourds sans
toucher a l'integrite des pieces a tester. D’'un autre co6te, le taux d’erreurs des bits est une donnée importante pour ce genre de composant. Un
autre défis a étée d'implementer cette mesure pendant irradiation et de garder l|a partie optique operationnelle.

Les deux composants d’interét sont les laser a cavite verticale emettant en surface (VCSEL) et les amplificateurs de trans-impéedance (TIA) .

Banc de test Problematiques

Le composants ont dus étre spécialement preparés par le fabricant
pour acceder aux puces

Afin de veérifier leur fonctionnalite et de detecter les SEL, SEU et

SEFI. Le banc de test se compose des elements suivants :

* Une alimentation électrique pour I'objet sous test.

« Un systeme GeV pour detecter, proteger et surveiller les
evenements SEL. Les dispositifs ont éeté surveilles pendant
I'irradiation

 Un FPGA pour détecter et corriger les SEU et SEFI. Ce dernier
analyse les registres de contrOle pendant l'irradiation. Problématique d’échauffement

* Un testeur de taux d’'erreurs de bits permet d'envoyer un signal
pseudo-aléatoire et de le comparer au signal recu. |l permet de

calculer un taux d'erreur en temps reel pendant lirradiation. | | Ventilateur sur la Adaptation des
Celui utilisé Iorsd ’dbe't Qot;e5 gest est un codage NRZ a quatre | | Faisceau sous air carte de test fréquences de test
canaux avec un debit de pS.
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Mesure de BER en ligne sur un canal de transceiver optique

* Les transceivers optiques sont des technologies clés pour le transfert de données intra-satellite. La demande, toujours plus grandissante,
de capacité de transfert de donnees en fait un composant important. Cette caracteristique demande des capacités de test specifiques pour
ces composants nouvelle génération.

* Nous avons réussi a tester les performances de 2 références différentes de transceivers optiques, malgre leur architecture modifiee.

* Les tests BER en ligne : du travail est encore necessaire afin de bien comprendre quels sont les parametres qui influent le plus sur les
performances de test : |a carte, les cables, les connecteurs etc... Les premiers résultats sont tout de méme tres encourageants puisque
Nnous avons pu observer une cinétique d’'augmentation des BER pendant irradiation. Des etudes compléementaires doivent étre effectuées
afin d’étudier cette cinetique et de comprendre ce qui pourrait I'impacter pendant irradiation.
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